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(§) Anordnung zum Spulen von in Horden angeordneten Halbleiterkristallscheiben 

Eine Spulanordnung fur in Horden angeordnete Halblei- 
terkristallscheiben, die aus einem mit Oberlauf versehenen 
Spulbecken (1) und mit Zu- (7) und Abflufi (4) im Beckenbo- 
den (1) und einer gelochten Bodenplatte (6) besteht, weist 
folgende Kennzeichen auf: der Oberlauf hat eine scharfe 
Abri&kante (3), der AbfluB (4) im Beckenboden (1) istso aus- 
gebildet, daft kein Totvolumen entsteht, die Locher (13) in 
der Bodenplatte (6) sind Langl&cher, fur die Leitwertsonde 
(9) ist im Beckenwandbereich (1) ein Stichkanal (8) zum Ab- 
fluR (7) vorgesehen. Die Anordnung ermdglicht die Erho- 
hung der Ausspuleffektivitat eines Bades und erlaubt da- 
durch kurzere Spulzelten. Sie wird verwendet bei Spulpro- 
zessen in der Halbieitertechnik, insbesondere nach Na&atz- 
verf ahren und im Bereich der Photolacktechnik. 
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Reschreibune ke Obernachenverwirbdungen durch die uberstromen- 

BescnreiDung de spQiflQssigkeit an den Uberlaufkanten des inneren 

g 1efdt HersteUungvonHalbleiterbauelemeaten,ins- Saureresten sind ^^^SrfembS; 

tung. Dabei stehen die Spulvorgange, die dmc™*" Verwirbelun g en ta Beckenbereich 1 aus- 

Atz- raid Reinigungsprozessen folgen, un Vordergrund, um stance verwpcmugrai j n 
weU Se nkht aSlsJulten Badkomponenten, das heiflt zuschalten, werden m der ^Jff****^^ 

Durch lonenchromatographische Bestimmungen aer ""f^ . „ . ^ laminar gestaltet werden. Die 

"SSJdt Erfindung ist es daher, eine SpOlanord- gern, somit die L^Sf • ggj^ jjfS 
nungLugeben, mit der es mogUch ist, den hohen Ver- ist im Beckenwandbereich 1 Ian dei ' afggj*"^ 
unre^gunlspeSe. drastisch und innerbalb kurzer Zeit «. 

gangsgenanntenArtdadurchgel8st,daB £ sdnSSw unterliegt, wird eine temperatur- 

a)derOberlaufeineAbriBkanteaufweist, 45 ^P^^^Tf^Z^Eeck^d i 

lauf strahlenformig angeordnet sind und Durchgangslocher in der Bodenplatte 6, die cue t-onn 

d) der Kanal fflr die Leitwertsonde im Becken- von Langldchern 13 aufwos en. flntri6cher 13 „, 

• fluBhinversehenist 55 S ^t^tf P erfuidungsgemaBen Spulanordnung konnte 

Weite.Ausgesta.n^genderErfindungergebensicb ^BSES^^ 

Fig. 1 bis 4 noch naher erlautert Dabei zeigen: 60 m6gJich (bereits nach 10 ^^^ d *£^ FI £. 

die Kg. 1 und 3 Seitenansicht und Draufsicht des Ba- ridkonzentration wie ^Klbmtoajpuami* ua 
des ociicuauaiv durch feann e ine wesenthche Wassererspanus erreicht 

die Fig. 2 und 4 ein Querschnittsdetail aus den Rg. I werden. 

""Sfc gesamte Anordnung ist aus Polypropyien gefer- es Patentansprflche 

%i* 1- Das Sofllbecken nach der Erfindung besteht 1. Anordnung zum SpOlen von in Horden^angeord- 

JS^XS)Sl^Sm Becken. Urn star- netenHalbleiterkrisUulscheiben.wxes.efOrhachst- 



DE 38 24 138 

3 

integrierte Halbleiterschaltungen verwendet wer- 
den, bestehend aus einem inneren (I) und auBeren 
(2) Becken, wobei das innere, mit Oberlauf versehe- 
ne SpGlbecken (1) mit einem Zulauf (7) und einem 
im Beckenboden eingelassenen AbfluB (4), einer 5 
mit Durchgangslochern versehenen Bodenplatte 
(6) und einem in der Beckenwandung (1) ange- 
brachten Kanal fur eine Leitwertsonde (9) ausge- 
stattet ist dadurch gekennzeichnet, daB 

a) der Oberlauf eine AbriBkante (3) aufweist 10 

b) der AbfluB (4) im Beckenboden (1) so ausge- 
fuhrt ist, daB sich kein Totvolumen an SpfilflQs- 
sigkeit ausbilden kann, 

c) die Durchgangslficher (13) in der Bodenplat- 
te (6) die Form von Langlochern aufweisen 15 
und um den Zulauf (7) strahlenformig angeord- 
net sind und 

d) der Kanal fur die Leitwertsonde (9) im Bek- 
kenwandbereich des inneren Beckens (1) mit 
einem Sieb (11) ausgestattet ist und mit einer 20 
Stichleitung (8) zum AbfluB (10) hin versehen 
ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AbriBkante (3) an der inneren 
Beckenwandung (1) scharfkantig ausgebildet ist 25 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die AbfluBplatte (4) und der 
Beckenboden (1) in einer Ebene angeordnet sind. 

4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die AbfluBplatte (4) im Beckenboden 30 
(1) Uber einen Pneumatikzylinder (5) anhebbar und 
absenkbar ausgebildet ist 

5. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Langlocher (13) in 
der Bodenplatte (6) an der Spiilflussigkeitsaustritts- 35 
seite stark angephast sind. 

6. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet daB die Stichleitung (8) 
nach dem Venturi-Prinzip (Wasserstrahlpumpe) 
ausgebildet ist 40 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet daB das Sieb (11) fur den 
Leitwertsondenkanal (9) eine Maschenweite von 
maximal 1 mm aufweist 

8. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 7, 45 
dadurch gekennzeichnet daB sie aus Polypropylen 
besteht 
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